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(54X57) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДВУХ ЭЛЕК­
ТРИЧЕСКИХ ИЛИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРА­
МЕТРОВ, основанный на последователь­
ном проведении тактов измерения ис­
следуемого параметра Х( с получени­
ем результата Yf , исследуемого па­
раметра К, вместе с. однородной ему 
образцовой мерой с получением 
результата Y2 , исследуемого пара­

метра Хг вместе с однородной ему 
образцовой мерой Q2 ό получением 
результата Υ^ и исследуемого пара­
метра X, , умноженного на известный 
коэффициент К , с получением ре­
зультата Υ+ , вычислении разности 
между результатами и У, , о т - 
л и ч а ю щ и й с я тем, что, с 
целью сокращения количества тактов 
и времени при ансамблевом измерении, 
nepBbtM тактом измерения одновременно 
измеряют и исследуемый параметр Xg 
а четвертым тактом измерения одновре­
менно измеряют и исследуемый пара­
метр Х2 > умноженный на известный 
коэффициент К , вычисляют разность 
между результатами Y2 и Υ, , Υ? и 
Υ,, а истинные значения параметров 
X, и X, определяют по выражениям
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Изобретение относится к области 

электрических измерений и предназна­
чено для использования при ансамбле­
вом измерении разнородных параметров.

Известен способ измерения двух 5 
электрических или неэлектрических 
параметров, заключающийся в последо­
вательном проведении для каждого 
параметра трех тактов измерения - 
исследуемого параметра, исследуемо- *θ  
го параметра вместе с однородной 
ему образцовой мерой и ; исследуемого 
параметра, умноженного на коэффици­
ент передачи входного звена, вы­
числении разности между результата- *5 
ми первого и третьего, второго, и 
первого тактов измерения и определе­
нии истинного значения каждого из ис­
следуемых параметров по отношению 
найденных разностей ' [l] . 20

Недостаток известного способа 
заключается в низкой точности изме­
рения, обусловленной нестабильностью 
коэффициента передачи входного звена.

Наиболее близким по техническому 25 
решению к предлагаемому является спо­
соб измерения двух электрических 
или неэлектрических пар аме тров, 
предусматривающий для каждого из 
параметров последовательное прове- 30 
дение тактов измерения исследуемого 
параметра, исследуемого параметра 
вместе с однородной ему образцовой 
мерой, исследуемого параметра, умно­
женного на коэффициент передачи вход-35 
ного звена, и исследуемого парамет­
ра вместе с однородной ему образцовой 
мерой, умноженного на коэффициент 
передачи входного звена, вычисление 
разности между результатами первого 40 
и третьего тактов измерения, сумм 
результатов второго и третьего, пер­
вого и четвертого тактов измерения, 
разности указанных сумм, определение 
отношения первой из упомянутых раз- 45 
ностей к второй, умножение полу­
ченного отношения на значение образ­
цовой меры и оценку истинного зна­
чения каждого из исследуемых пара­
метров по найденному произведению [2J 50 

Недостаток указанного способа 
связан е большим количеством тактов 
измерения, которое при ансамблевом 
измерении двух параметров соответ­
ствует шести тактам. Сложность из- 55 
вестного способа предопределяет и 
большое время его практической ре­
ализации.

Целью изобретения является со­
кращение количества тактов и време­
ни при ансамблевом измерении.

Поставленная цель достигается 
тем, что согласно способу измерения 
двух электрических или неэлектричес­
ких параметров, основанному на по­
следовательном проведении тактов из­
мерения исследуемого параметра К, с 
получением результата Y, , исследу­
емого параметра Х( вместе с одно­
родной ему образцовой мерой 0 ( с по­
лучением результата Y2 , исследуемо­
го параметра Xj вместе с однородной 
ему образцовой мерой Qg с получением 
результата V/, и исследуемого пара­
метра X, , умноженного на известный 
коэффициент К с получением резуль­
тата , вычислении разности меж­
ду результатами Y^ и , первым 
тактом измерения одновременно из­
меряют и исследуемый параметр Xg > 
а четвертым тактом измерения одно­
временно измеряют и исследуемый 
параметр Xg , умноженный на из­
вестный коэффициент К , вычисляют 
разности между результатами Y? и Υ,, 

и Υ, , а истинные значения пара­
метров X, и Х2 определяют по выраже­
ниям .у, Q,

χ’βνΫ?'·ΓΓ*  (η
Уч.-У, Qi

Χί'Υ,-Υ, V» ' (2)
На чертеже приведена схема инфор­

мационно-измерительной системы для 
реализации предлагаемого способа.

Первичный преобразователь 1 явля­
ется элементом, чувствительным к 
двум исследуемым параметрам X, и Х2 
Последовательно с ним включены про­
межуточный преобразователь 2, вычис­
лительный 3 и регистрирующий 4 блоки.

Способ осуществляется следующим 
образом.

Весь цикл измерения состоит из че­
тырех тактов.

В первом такте измеряют оба ис­
следуемых параметра и Хг по вы­
ходному сигналу информационно-изме­
рительной системы. Так как любую 
статическую функцию преобразования 
на рабочем участке можно с требуемой 
точностью описать отрезками прямых, 
результаты первого такта измерения 
можно представить в виде полиномов 
первой степени:
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где α(, αρ и Ь,, Ъ? - первичные коэф­
фициенты полино­
ма, аппроксими- 5 
рующего функции 
преобразования, 
соответствующие 
X, и Кг , 

Коэффициенты а,, Я 2 зависят от 
величины Х( , а Ь,,Ь2- от величины Х?, 
Вид зависимости в’ каждом случае 
определяется конструкцией конкретно­
го средства измерения.

Во втором такте измеряют величину 
исследуемого параметра Х^ с однород­
ной ему образцовой мерой

Y2 = a,*a 2(X,+ .(5)
В третьем такте измеряют величину 

исследуемого параметра Х2 с однород­
ной ему образцовой мерой

YvMb2(X2tQ2) . (6)
Образцовые меры Q f и Q г так же, 

как и параметры X, и Х2 , в общем 

4
случае, могут быть разнородны (на­
пример, величины перемещения и тем­
пературы, электропроводности и дав­
ления) .

В четвертом такте измеряют оба па­
раметра и Х2 умноженных на извест­
ный коэффициент К (постоянную состав­
ляющую мультипликативного теста): 

Y4-a,4d2kX, , (7)
Y4 =b, +Ъ2ХХ2 . (8)

Решая полученные шесть уравне­
ний (3) - (8), являющихся совместны­
ми, относительно X, и Х2, получают 
соотношения (1) и (2),

X
Как видно из (1) и (2), истинные 

значения и Х2 определяются не 
из шести тактов, как пс способу-про­
тотипу, а лишь из четырех, что доста­
точно для идентификации функций пре­
образования средств измерения.

Сокращение количества тактов 
влечет за собой и сокращение обще­
го времени измерения.
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